Служебная записка

В связи с открытием нового направления «Электроника и наноэлектроника» в лаборатории Физических основ микро- и наноэлектроники требуются стенды для проведения лабораторных работ по дисциплинам «Наноэлектроника», «Физика конденсированных сред» и «Физические основы электроники». Список работ:
Наноэлектроника:

1. Исследование энергетического спектра и волновых функций носителей в полупроводниковых наноструктурах

2. Исследование резонансного туннелирования электронов через потенциальные барьеры
3. Емкостная диагностика наноэлектронных структур
4. Исследование зависимости сопротивления наноэлектронных структур от температуры
5. Исследование оптических свойств наноэлектронных структур
6. Исследование прохождения сигналов различной формы через наноэлектронные структуры
Физика конденсированных сред:

Физические основы электроники:

1. Исследование эффекта Пельтье

2. Оптоэлектронные пары
3. Исследование сильных полей

4. Исследование лазерных диодов

5. Исследование логических элементов на основе лазерных интерферометров

6. Исследование линий задержки и акустоэлектронных фильтров

7. Исследование ПЗС-структур
8. Изучение запоминающих устройств на ЦМД

9. Исследование оптических устройств на жидких кристаллах

10. Исследование датчиков

11. Исследование параметров солнечных батарей
Технические задания на стенды

Наноэлектроника
Автоматизированный лабораторный стенд для исследования энергетического спектра и волновых функций носителей в полупроводниковых наноструктурах

Количество образцов, не менее: 3

Диапазон напряжений, подаваемых на образец: 0…5 В
Автоматизированный лабораторный стенд для исследования резонансного туннелирования электронов через потенциальные барьеры

Количество образцов, не менее: 3

Диапазон напряжений, подаваемых на образец: 0…5 В
Автоматизированный лабораторный стенд для емкостной диагностики наноэлектронных структур

Количество образцов, не менее: 3

Диапазон напряжений, подаваемых на образец: 0…5 В
 Автоматизированный лабораторный стенд для исследования зависимости параметров наноэлектронных структур от температуры
Количество образцов, не менее: 3
Максимальная температура: 80ºС
Точность задания температуры, не менее: 1ºС
Автоматизированный лабораторный стенд для исследования прохождения сигналов различной формы через наноэлектронные структуры
Количество образцов, не менее: 3

Формы сигнала: прямоугольный (в т.ч. с регулируемой длительностью плоской вершины и паузы), треугольный, пилообразный, синусоидальный
Максимальная амплитуды сигналов: 5 В

Диапазон частот сигналов: 1…1000 Гц

Физика конденсированных сред
Физические основы электроники
Исследование эффекта Пельтье

Максимальная температура, не менее: 70ºС
Точность поддержания температуры, не менее: 
Оптоэлектронные пары

Количество образцов, не менее: 3
Исследование сильных полей

Напряжение на образец, не менее: 30 В
Исследование лазерных диодов

Количество образцов, не менее 3

Количество датчиков, не менее 3
Логические элементы на основе лазерных интерферометров

Исследование ПЗС-матриц

Исследование датчиков

Автоматизированный лабораторный стенд для исследования датчиков

Количество датчиков, не менее: 3

Типа датчиков: датчик температуры

Автоматизированный лабораторный стенд для исследования линий задержки и акустоэлектронных фильтров
Количество образцов, не менее: 3

Рабочая частота: 40 кГц

Автоматизированный лабораторный стенд для исследования параметров солнечных батарей
Диапазон изменения напряжения источников излучения: 0…20 В

Шаг изменения напряжения, не более: 0,3 В

Диапазон длин волн: 410…700 нм

